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摘要(译)

本发明提供一种简便并且测定精度高的免疫学测定方法以及该方法中使
用的免疫学测定装置。在步骤St1构建含有被测定物质或特异结合物质的
反应体系，开始光学的变化量的测定，在步骤St2将特异结合物质和被测
定物质进行混合，作为离散的测定数据获得光学变化量随时间的变化。
在步骤St3，选择在上述测定数据中包括光学变化量的增加率变为最大的
时刻在内的时间区间。在步骤St4，将选择的时间区间作为周期函数的一
个周期，通过对光学变化量的测定数据进行离散傅立叶变换处理，获得
振幅光谱分布。在步骤St5，根据上述振幅光谱分布的形状，判定在上述
反应中是否产生区带现象。
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